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status of measurements – analog part
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Input DAC

● swing 4.5V
tune SiPM voltage

● residual :+/­2%
● consistent with 

Orsay 
measurements



  

linearity  and peaking time 



  

1.3 *105 electrons @ 
SiPM cap. ~ 50pF

equivalent noise charge
 vs. detector capacitance

Sg/N ~  3.8 @
SiPM Gain 0.5*106



  

noise increase
 with shaping time

low frequency noise



  

time walk and jitter



  

Wilkinson ADC testing 



  

pedestal uniformity



  

pedestal distributions of all the channels 

RMS ~ 3.09 ADC 



  



  

thermal noise spectrum



  

S­Curve and thermal noise + MIP signal



  

outlook

1.  internal delay ­> spectrum
2.  TAC  : resolution , input signal synchronization
3.  power pulsing 
4.  multi­channel test



  



  



  



  



   



   


